ES 2 244 276 B1

@ Numero de publicacién: 2 244 276

OFICINA ESPANOLA DE

PATENTES Y MARCAS @ Numero de solicitud: 200300627
@ Int. Cl.:
ESPANA A61B 3/02 (2006.01)
@ PATENTE DE INVENCION B1

@ Titular/es: Universidad de Granada
Cuesta del Hospicio, s/n
18071 Granada, ES

@ Fecha de presentacion: 14.03.2003
Fecha de publicacién de la solicitud: 01.12.2005

@ Inventor/es: Jiménez Cuesta, José Ramon;
Jiménez Rodriguez, Raimundo;
Salas Hita, Carlos y
Gonzalez Anera, Rosario

Fecha de la concesién: 05.01.2007
Fecha de anuncio de la concesion: 01.02.2007

Fecha de publicacion del folleto de la patente:

Agente: Herrera Davila, Alvaro
01.02.2007

Titulo: Eikonémetro plano y procedimiento para la obtencion de la foria asociada.

@ Resumen:

Eikonémetro plano y procedimiento para la obtencion de
la foria asociada.

La presente invencién consiste en un dispositivo capaz de
medir la aniseikonia de un observador con y sin compen-
sacion de foria asociada. Asi, haciendo uso de un meca-
nismo polarizador el sujeto observa un optotipo diferente
para cada ojo y préximos ellos se ubican unas monturas
en las que se pueden introducir el valor prismatico que
neutraliza la disparidad de fijacion o foria asociada. Con
las dos imagenes fusionadas y con la ayuda de un juego
de lentes iseikénicas de graduacién conocida se realiza
la medicion de la aniseikonia.
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Figura 1
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DESCRIPCION

Eikonémetro plano y procedimiento para la obten-
cién de la foria asociada.
Objeto de la invencion

La presente invencidn consiste en un dispositivo
capaz de medir la aniseikonia en un observador can-
celando la foria asociada o disparidad de fijacion del
mismo.

Antecedentes en el estado de la técnica

Los dispositivos que existen en la actualidad
para medir la aniseikonia son diversos y se han
propuesto diferentes instrumentos desde la década
de los 60 en funcién de la tecnologia empleada
en la fusién de imdgenes. Asi, existen diferentes
patentes (US2002159169, US4427272, US2364844,
SU1773378, SU1759419, SU1648337, SU1514340,
DE4091126, DE4091126, DE3111665) que incorpo-
ran los avances en lentes progresivas, polarizacion, vi-
sién tridimensional, etc. Sin embargo, el estado de la
técnica en la materia no aporta un dispositivo que de-
termine la aniseikonia compensando la foria asociada,
un parametro que enmascara el valor real de la anisei-
konia y que es necesario cancelar para proporcionar
una medida real de la misma.

Explicacion de la invencién

El Eikonémetro plano y su procedimiento para la
obtencién de foria asociada es un dispositivo capaz de
medir la aniseikonia de un observador con y sin com-
pensacion de foria asociada a partir de un optotipo
plano que es iluminado por una fuente de iluminacién
convencional. Asi, la imagen reflejada en el optotipo
es polarizada y se incluyen dos ldminas polarizado-
ras para que se permita parcialmente la fusion de los
dos campos diferentes. Cercano a la mentonera donde
el observador reposa y fija la cabeza, se encuentran
unos monturas para cada ojo que permiten introdu-
cir los prismas deseados que cancelen la disparidad
de fijacién o foria asociada. Finalmente se incorpo-
ran también, en la misma montura, lentes iseikonicas
que cancelen la aniseikonia. El valor de aumento de
dichas lentes es el valor de la aniseikonia.

Asi, el sujeto observa un optotipo diferente para
cada ojo mediante el mecanismo polarizador y ubi-
cando cerca de los ojos las monturas en las que se
pueden introducir el valor prismatico que neutraliza la
disparidad de fijacion o foria asociada, al fusionar las
dos imégenes se realiza la medicién de la aniseikonia
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con la lectura de los aumentos de las lentes iseikéni-
cas.
Descripcion de las figuras

Con objeto de presentar una realizacion de la in-
vencion se presentan a continuacion una figura en las
que se representa de un modo préctico la realizacién
de la invencién descrita.

e Figura (1): Esquema general Eikonémetro plano
y procedimiento para la obtencién de foria asociada”.

En dicha figura, los elementos numerados se rela-
cionan a continuacion:

(1): Optotipo

(2): Sistema de iluminacion
(3): Léaminas polarizadoras
(4): Prisma

(5): Diafragmas

(6): Ojos

(7): Lentes iseicOnicas

Descripcion de una realizacion preferida

Una realizacién preferida de la invencioén se puede
construir a partir de una caja que contiene los elemen-
tos que se muestran en la figura 1 y que se describen
a continuacion.

En primer lugar un optotipo (1) consistente en
unas marcas horizontales y verticales con unos niime-
ros a los lados. Encima del optotipo (1) se colocan dos
laminas polarizadoras con polarizaciones perpendicu-
lares, de forma que la luz procedentes del sistema de
iluminacién (2) reflejada a través del proyector tenga
dos polarizaciones distintas. Para fusionar las imége-
nes se utilizan dos ldminas polarizadoras (3) incorpo-
radas a unas monturas. Un desplazamiento de los nu-
meros al fusionar las imdgenes es indicativo de la con-
dicién de aniseikonia. Para cancelar la disparidad de
fijacion el sistema permite incorporar en las monturas
los prismas (4) con el valor prismatico correspondien-
te. Dichos prismas (4) se colocan en los diafragmas
(5). Percibidas simultdneamente las imédgenes ya sin
foria asociada en cualquiera de los dos ojos (6), se van
afiadiendo lentes iseicénicas (7) hasta que las marcas
de los nimeros se igualen en posicién. La magnitud
de aumento de las lentes (7) correspondientes propor-
ciona el valor de la aniseikonia con compensacién de
foria.



3 ES 2244276 B1 4

REIVINDICACIONES

1. Eikonémetro plano caracterizado por estar
constituido por un optotipo (1) consistente en unas
marcas horizontales y verticales con unos nimeros a
los lados, el sistema de iluminacién (2), dos laminas
polarizadoras ubicadas encima del optotipo y de pola-
rizaciones perpendiculares de forma que la luz proce-
dente del sistema de iluminacion (2) reflejada a través
del proyector tenga dos polarizaciones distintas, dos
laminas polarizadoras (3) para fusionar la imagen in-
corporadas a una montura que también contiene pris-
mas (4) de valor prisméticos conocido, diafragmas (5)
para alojar prismas (4) y lentes iseicénicas (7) de va-
lores conocidos.

2. Eikon6émetro plano segtin reivindicacién 1, ca-
racterizado por realizar la medida sobre un observa-
dor en dos fases; una primera determinacién de la fo-
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ria asociada, seguida de una determinacién de su ani-
seikonia cancelando la foria previamente identificada.

3. Procedimiento para la obtencién de foria aso-
ciada, caracterizado porque teniendo en cuenta que
en el eikonémetro plano un desplazamiento de los nu-
meros al fusionar las imagenes es indicativo de la con-
dicién de aniseikonia incorpora progresivamente en
las monturas los prismas (4) con el valor prismatico
correspondiente hasta cancelar completamente la dis-
paridad de fijacién o foria asociada.

4. Procedimiento para la obtencién de foria aso-
ciada segun reivindicacién 3, caracterizado porque
para la obtencion del valor de la aniseikonia con com-
pensacién de foria, se van afiadiendo lentes iseiconi-
cas (7) hasta que las marcas de los ndimeros se igualen
en posicioén. La magnitud de aumento de las lentes (7)
correspondientes proporciona el valor de la aniseiko-
nia con compensacién de foria.
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